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respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires
sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a
cefte publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEI
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles eéditions,
amendements et corrigenda. Des informations sur les
sujets a l'etude et 'avancement des travaux entrepris
par le comité d'etudes qui a élaboré cette publication,
ainsi que la liste des publications parues, sont
egalement disponibles par l'intermediaire de:

. Site web de la CEIl (www.iec.ch)

o« Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comite
d'etudes ou date de publication. Des informations
en ligne sont également disponibles sur les
nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

. IEC Just Published

Ce résumé des derniéres publications parues
(www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par
courrier eélectronique. Veuillez prendre contact
avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus
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. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custservi@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 91903 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
iIssued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The |IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its wvalidity, is
available in the |EC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
Is also available from the following:

. IEC Web Site (www.iec.ch)

« Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the I|IEC web site
(www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search
by a variety of criteria including text searches,
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line information is also available on recently
issued publications, withdrawn and replaced
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This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/JP.htm) is also available by email.
Please contact the Customer Service Centre (see
below) for further information.

. Customer Service Centre
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publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 91902 11
Fax: +41 22 91903 00

Caopyright Infernaticnal Elacirotachnical Commission
Pravided by IHS under licenss with IEC
Mo reproduction or nabworking parmittad without hcansea from IHS

Licensee=IHS Employees1 111111001, Usar=Wing. Bernia
Mot tar Rasale, 05072007 21:28:30 MDT



Caopyright Infernaticnal Elacirotachnical Commission
Pravided by IHS under licenss with IEC
Mo reproduction or nabworking parmittad without hcansa frem IHS

NORME CEIl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60749-6
STAN DARD Premiére édition

First edition
2002-04

Dispositifs a semiconducteurs -
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques -

Partie 6:
Stockage a haute température

Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods -

Part 6:
Storage at high temperature

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procedé, form or by any means, electronic or mechanical, including
electronique ou mecanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 91902 11  Telefax: #+41 22 91903 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX
D

Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE
International Electrotechnical Commission

MexgyHapogHas InekTpoTexHuydeckana Komuccua : : :
AyHapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current cafalogue

Licensee=IHS Employees’1 111111001, Usar=Wing. Bernia
Mot tar Rasale, 05'07/2007 21:228:30 MDT



1)

2)

3)

4)

9)

6)

-2- 60749-6 © CEI:2002

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 6: Stockage a haute temperature

AVANT-PROPOS

La CElI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composee de I'ensemble des comites électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de |'electricité et de l'eélectronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiee a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent eégalement aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec |I'Organisation Internationale de Normalisation (I1S0), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de |la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, specifications techniques, rapports techniques ou guides et agrées comme tels par les
Comités nationaux,

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute |la mesure possible, les Normes internationales de |la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de |la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiguee en termes clairs dans cette derniere.

La CEIl n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilite
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a l'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléements de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriéeté intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait éire tenue pour
responsable de ne pas avoir identifie de tels droits de proprieté et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60749-6 a éte établie par le comité d'etudes 47 de la CELl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Le texie de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1603/FDIS 47/1619/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative au stockage a haute température,
est le résultat de la réécriture compléte de I'essai contenu dans l'article 2 du chapitre 3 de la
CEI 60749.

Cette publication a eté rédigee selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a decidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifieé avant 2008.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimee;

remplacee par une édition révisee, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 6: Storage at high temperature

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the |IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the |EC also participate in this preparation. The |EC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISQ) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested MNational Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The |[EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-6 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47/1603/FDIS 47/1619/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This mechanical and climatic test method, as it relates to storage at high temperature, is a
complete rewrite of the test contained in clause 2, chapter 3 of IEC 60749,

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 6: Stockage a haute température

1 Domaine d'application

La presente partie de la CEl 60749 a pour objet de tester et de déterminer sur tous les
dispositifs electroniques a semiconducteurs |'effet du stockage a temperature élevee et sans
contrainte electrique appliquee. Cet essai est considere comme non destructif mais doit étre
utilisé de préference pour la qualification des dispositifs. Si de tels dispositifs sont livrés, les
effets de cet essai de contrainte fortement accelere devront étre evalues.

Cet essai de stockage a haute temperature est, en general, en accord avec la CEl 60068-2-48
mais en raison d'exigences speécifiques aux semiconducteurs, les articles de la présente
norme s'appliquent.

2 References normatives

Les documents de reference suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les references datees, seule l'edition citee s'applique. Pour les references
non datees, la derniére éedition du document de référence s'applique (y compris les eventuels
amendements).

CEIl 60068-2-48:1982, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais. Guide sur l'utilisation
des essais de la CEI 68 pour simuler les effets du stockage

3 Appareillage d'essai

L'appareillage exigé pour cet essai doit étre une chambre a température contrélée capable de
maintenir la température spécifiée a 2 °C.

4 Procédure

Le dispositif en essai doit étre soumis a un stockage continu a +15[]+:°C pour 1000+?§h sauf

s'il doit étre ramené aux conditions de température ambiante pour des mesures électriques
Intermediaires.

4.1 Mesures

Sauf specification contraire, les mesures électriques intermédiaires et finales doivent étre
effectuées dans une période de 96 h apres avoir supprimé l'application des conditions
d'essais specifiées. Les mesures intermédiaires sont optionnelles sauf specification contraire.

Les mesures électriques doivent porter sur les essais fonctionnels et paramétriques spécifies
dans le document d'approvisionnement applicable.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 6: Storage at high temperature

1 Scope

The purpose of this part of IEC 60749 is to test and determine the effect on all semiconductor
electronic devices of storage at elevated temperature without electrical stress applied. This
test is considered non-destructive but should preferably be used for device qualification. If
such devices are used for delivery, the effects of this highly accelerated stress test will need
to be evaluated.

In general, this test of storage at high temperature is in conformity with |IEC 60068-2-48 but,
due to specific requirements of semiconductors, the clauses of this standard apply.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-48:1982, Environmental testing — Part 2: Tests. Guidance on the application of
the tests of IEC 68 to simulate the effects of storage

3 Test apparatus

The apparatus required for this test shall consist of a controlled temperature chamber capable
of maintaining the specific temperature within £2 °C.

4 Procedure

The device under test shall be subjected to continuous storage at + 150 +E“C for 1 UUU+?§ h,

except they shall be returned to room ambient conditions for interim electrical measurements.

4.1 Measurements

Unless otherwise specified, interim and final electrical measurements shall be completed
within 96 h after removal of the devices from the specified test conditions. Intermediate
measurements are optional unless otherwise specified.

The electrical measurements shall consist of parametric and functional tests specified in the
applicable procurement document.
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4.2 Criteres de défaillance

Un dispositif sera consideré comme défaillant au stockage a haute température si les limites
parametriques sont dépassées ou si la fonctionnalite ne peut pas étre démontree aux
conditions nominales ou de pire cas, spécifiees dans le document d'approvisionnement
applicable. Des dégradations mécaniques, telles que des craquelures du boitier, seront
considéerées comme deéfauts. Des défauts d'apparence du boitier et la dégradation du
revétement des connexions ou de la soudabilité ne sont pas considérés comme des critéres
de défaillance.

5 Résumeé

Les informations suivantes doivent étre stipulées dans la specification applicable:

a) Les mesures électriques (voir 4.1).
b) La taille de I'échantillon.
c) La durée et la température, si elles sont différentes de celles spécifiées (voir article 4).

d) Les mesures intermeédiaires, si requis (voir 4.1).
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4.2 Failure criteria

A device will be considered a high temperature storage failure if parametric limits are
exceeded, or if functionality cannot be demonstrated under nominal and worst-case

conditions, specified in the relevant procurement document. Mechanical damage, such as
cracking of the package, will be considered a failure. Cosmetic package defects and
degradation of lead finish, or solderability are not considered failure criteria.

5 Summary

The following details shall be specified in the relevant specification:

a) Electrical measurements (see 4.1).

b) Sample size.

c) Time and temperature, if other than specified (see clause 4).
d) Intermediate measurements, if required (see 4.1).
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